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Графен – материал, представляющий из себя двумерную модификацию 
углерода толщиной в один атом – рассматривается как перспективный 
материал для будущей наноэлектроники и может  проявлять различные 
свойства в зависимости от атомной структуры [1, 2]. Методом, который 
позволяет контролировать атомную структуру графена прямыми измере-
ниями является  сканирующая туннельная микроскопия (СТМ) [3]. При 
нанесении графена на различные подложки локальное атомное окружение 
атомов углерода периодически изменяется, в результате чего формируется 
так называемая структура муара, образующаяся из-за рассогласование 
постоянных решетки графена и подложек и изгиба монослоя графена [2]. 
Исключением является подложка Ni(111), параметры кристаллической 
решетки которой наиболее соответствуют параметрам графена, благодаря 
чему возможно формирование структуры (1 × 1) в системе графен/Ni(111) 
и структура муара, как правило, отсутствует. Влияние никеля на локаль-
ную плотность состояний графена монотонно зависит от расстояния меж-
ду каждым атомом углерода и ближайшим атомом никеля. 

Чувствительность электронных характеристик к ориентации графена по 
тношению к атомам подложки может найти практическое применение в 
датчиках смещения, ультратонких конденсаторах и пр. 
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